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Vazeni kolegoveé, zakaznici a pratelé mikroskopie se skenujici sondou a pfibuznych
technik,

blizi se pomalu ¢as konferenci a mi bychom Vas radi upozornili na jednu akci
pofadanou nasi firmou. Jednd se o Letni Skolu nanoindentace  pofadanou ve
spolupréci s Katedrou mechaniky Fakulty stavebni CVUT v Praze a firmou Hysitron
Inc. Letni $kolu bude pofadéana ve dnech 19 - 21.8. 2008 na Fakulté stavebni CVUT
v Praze. Dokument s prvnim ozndmenim a formula F pro registraci je ke stazeni
zde. PFi_vC€asné reqistraci se neplati Zadné vlozné, stejné jako v loriském roce pfi
nami organizované letni Skole SPM (akce je sponzorovana firmou RMI a Hysitron).
Leto3ni 3kola je organizovana pro Gdastniky z Ceské a Slovenské republiky a z
Polska.

V oblasti hardware mame n ékolik zajimavych novinek.

Horkou novinkou je pfedstaveni nového SPM
mikroskopu firmy NT-MDT SOLVER NEXT. Jedna
se 0 pfistroj s vynikajicimi parametry a vysokym
komfortem obsluhy za pfiznivou cenu. Mikroskop se
vyznaCuje vysokou mirou automatizace -
mikroskop ma automatizované nastaveni pozice
laseru na raménku méficiho hrotu a nastaveni
pozice registracni fotodiody, automatizovanou
vyménu AFM a STM hlavy (STM hlava je soucasti
zakladni  verze  mikroskopu), motorizovaneé
nastavovani polohy vzorku, motorizovany posun,
zoom a fokusaci optického mikroskopu, motorizované zasouvani krytu vzorkoveho
prostoru a prfednastavené méfici médy. To vSe podstatné usnadnuje méfeni vzork
zejména zacinajicim uzivatellm a sniZzuje naroky na obsluhu, pfistroj je tak vhodny i
pro vyuku studentl. Jiz zakladni verze mikroskopu umoZziuje méfeni ve vétSiné
znamych AFM a STM rezim(. Unikatnost mikroskopu je podtrzena faktem, Ze s
jednim skener lze skenovat velké plochy az do rozsahu 100x100 um a zaroven
ziskat skeny s vysokym rozliSenim v&etné atomarniho rozliSeni diky specialnimu
nizkonapétovému modu. Samoziejmosti obvyklou u firmy NT MDT je linearizace
skeneru s pouzitim nizkoSumovych kapacitnich senzord ve vSech tfech oséach.
Skener tak umoznuje linearizované skenovani s vysokym rozliSenim, pfipadné
provadéni nanomanipulaci a nanolitografii. Linearizace v ose Z s velmi nizkym
Sumem je zase dulezita pro reprodukovatelné méreni silovych kfivek (Force Distance
a Adhesion Curves).




Tento SPM mikroskop Ize dale rozSifovat o pfisluSenstvi pro méfeni v
kapaling, drzak pro méfeni pfi teplotach az do 150 °C ¢&i dokonce o nanoindentadéni
jednotku umoZiujici charakterizaci mechanickych vlastnosti materiall s
nanometrovym rozliSenim. Zména mezi jednotlivymi rezimy je velmi rychla a
jednoducha. Dokument se zakladnim informacemi o mikroskopu je ke staZeni zde.

Vv o.

K dispozici je také nova verze dokumentu o mikroskopu NTEGRA SPECTRA (ke
stazeni zde) a prednaska, kterd shrnuje posledni vyvoj a pokroky v oblasti
kombinace AFM mikroskopu s Ramanovou mikroskopii, pfipadné ve vazbéi na dalSi
techniky (fluorescence, SNOM) a je ke staZeni zde .

Mame také novinky v oblasti hrot @, firma Nanoadnmore oznamila moznost
povlakovani hrotl BudgetSensors DLC (Diamond-Like-Carbon) vrstvou. Tato
moznost plati to pro vSechny zakladni verze hrotd BudgetSensors. DLC vrstva
prodluzuje zivotnost hrotl a je sou¢asné velmi tenka, takze radius hrotu je stale lepsi
jak 15 nm.

V oblasti nanoindetaci firmy Hysitron  se jedna zejména o novy Picolndentor —
plnohodnotné nanoindentacni zafizeni unikatni konstrukce, které je uréeno pro praci
uvnitf TEM (transmisnich elektronovych mikroskopt). Vice informaci ziskate zde.
Druhou novinkou je nova generace nanoindentacni hlavy uréené pro SPM
mikroskopy — Triboscope TS 75 . Toto zafizeni vyuziva nového patentovaného
transduceru vyrobeného na bazi MEMS, ktery dosahuje zcela unikatnich vlastnosti.
Podafilo se posunout rozsah v oblasti nizkych sil a velikost Sumu o jeden fad

k lepSim hodnotédm (rozliSeni lepSi jak 1 nN a 0.0004 nm, Noise Floor Sum lepsi jak
30 nN a 0.2 nm). Vice informaci ziskate zde.

MEMS transducer pro TS 75



Ze zajimavosti bychom radi upozornili na vznik nového centra The
NanoVision Centre na Queen Mary University of London. Jedna se o nové
oteviené Spickové mikroskopické pracovisté zameéfené na techniky s vysokym
rozliSenim v kombinaci se strukturalni, chemickou a nanomechanickou analyzou.
Toto pracovisté je vybaveno dvéma systémy Negra od firmy NT MDT. Vice
informaci ziskate zde .

RMI, s.r.o.

Pernstynska 116

533 41 Lazné Bohdaneé
tel: 466 921 885

fax: 466 921 404

e-mail: sale@rmi.cz

WWW.rmi.cz



